dr inz. Jan Michalik, Katedra Fizyki Ciata Statego WFilS

Tytut: Skaningowy mikroskop elektronowy w Katedrze Fizyki Ciata Statego: mozliwosci obserwacji,
pomiaréw oraz najnowsze adaptacje i przyszte plany.

W pierwszej cze$ci prezentacji pokazane zostang podstawy metod badawczych jakie oferuje
skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) wyposazony w detektory elektronéw wtdérnych (SE) i
wstecznie rozproszonych (BSE) oraz detektor do analizy sktadu pierwiastkowego (EDX lub EDS). W
zwigzku z modernizacja mikroskopu dodajgcg nowe funkcjonalnosci omoéwione zostang réwniez
skrétowo metody mikro- i nanofabrykacji zogniskowang wigzka elektronéw (FEBIP), zas w zwigzku z
przysztymi planami takze EBL oraz FEBID. Druga czes¢ prezentacji skupiona bedzie wokét mozliwosci
mikroskopu jakie sg oferowane obecnie, a oparta bedzie o wyniki uzyskane dotychczas podczas badan
naukowych (podstawowe obserwacje mikrostruktury i morfologii, analiza chemiczna), a takze podczas
zaje¢ ze studentami naszego Wydziatu oraz studentami programu Erasmus i w czasie realizacji
obronionej juz (z ocena bdb) pracy magisterskiej.

dr hab. inz. Sebastian Wronski, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej, WFilS
Tytut: Laboratorium Badan Mikroskopowych WFIS

W ostatnich latach w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej powstato Laboratorium Badan
Mikroskopowych. Jego gtéwnym wyposazeniem jest skaningowy mikroskop elektronowy JEOL JSM
6460LV, ktéry umozliwia badania takze prébek nieprzewodzgcych w trybie niskiej prézni (tryb Low
Vaccum). Mikroskop posiada takze w spektrometr EDS (Energy Dispersive Spectrometry) firmy EDAX z
detektorem promieniowania Si(Li), umozliwiajgcym detekcje pierwiastkéw o liczbie atomowej Z 2 5
(od boru wzwyz). Mozliwosci pomiarowe znacznie poszerza system do akwizycji dyfrakcji elektronéw
wstecznie rozproszonych EBSD NORDIF firmy Oxford Instruments, dzieki ktéremu uzyska¢ mozna
informacje o zaleznosciach krystalograficznych miedzy poszczegdlnymi ziarnami (a takze podziarnami).

Laboratorium wyposazono w zestaw urzadzen do preparatyki szerokiego spektrum materiatéw. Sg to
miedzy innymi: pity i przecinarki metalograficzne, napylarka BAL-TEC SCDO50 umozliwiajaca
nanoszenie cienkich warstw (filméw) zaréwno metalicznych, jak i weglowych, Suszarka w punkcie
krytycznym BAL-TEC CPD030.

Unikalng cechg jest takie mozliwos¢ wykonywania badan materiatdbw poddanych obcigzeniu.
Wewnatrz mikroskopu istnieje mozliwos¢ zainstalowania miniaturowej maszyny wytrzymatosciowe;j
oraz badania zniszczenia materiatéw pod zadanym obcigzeniem.

W referacie zostang przedstawione mozliwosci pomiarowe nowego laboratorium oraz aktualne prace
zmierzajgce do zaprojektowania oraz zainstalowania nowego detektora umozliwiajgcego detekcje
stozkéw Kossela



